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ご注意 ：この日本語データ シー ト は参考資料と し て提供し てお り、 内容が最新でない
場合があり ます。製品のご検討およびご採用に際し ては、必ず最新の英文デー
タ シー ト をご確認 く ださ い。

DS91M040

125MHz クワッド M-LVDS トランシーバ

概要

DS91M040 は、 最大 4 つのマルチポイント ・ ネットワークとの間
でクロックまたはデータ信号を送受信できるクワッド M-LVDS トラ
ンシーバです。

M-LVDS ( マルチポイント LVDS) とは、 LVDS 技術を基礎にし 
た新たなバス ・ インタフェース ・ デバイス ・ ファミリで、 マルチ
ポイントやマルチドロップのケーブル / バックプレーン ・ アプリ
ケーション向けに設計されています。 M-LVDS では標準的な 
LVDS に比べて駆動電流が増加しているため、マルチポイント・
アプリケーションに必要な二重終端への対応が可能になりまし
た。 信号の立ち上がり / 立ち下がり推移時間を制御して、 マル 
チポイント構成での、 無終端スタブに起因する信号反射を最小
限に抑えています。 また、 負荷が大きくてノイズの多いバックプ 
レーン環境でノイズ・マージンが高く取れるように、 同相入力電
圧範囲も非常に広く取られています。

DS91M040 の各チャネルは、 ドライバの入力部で LVTTL/
LVCMOS 信号を受けて、 それを差動 M-LVDS 信号のレベル
に変換する半二重トランシーバです。 レシーバの入力部では、 
小振幅差動信号 (LVDS、BLVDS、M-LVDS、LVPECL、CML)
を受けて、 それを 3V の LVCMOS 信号に変換します。
DS91M040 は、 M-LVDS タイプ 1 とタイプ 2 の両方のレシーバ
入力をサポートしています。

特長

■ DC ～ 125MHz/250Mbps の低ジッタ、 低スキュー、 低消費
電力

■ 広い同相入力電圧範囲 : 最大で GND ノイズの± 1V まで 
対応

■ TIA/EIA-899 M-LVDS 規格に準拠

■ ピンで選択可能な M-LVDS レシーバ ・ タイプ (1 または 2)

■ 2.0ns (typ) の制御された信号の推移時間により、 信号反射 
を最小限に抑制

■ M-LVDS I/O ピンの ESD 耐圧は 8kV で、 隣接する部品を 
保護

■ フロースルー端子により PCB レイアウトが容易

■ 占有面積 5mm × 5mm の LLP-32 省スペース・パッケージ

アプリケーション

■ マルチドロップとマルチポイントのクロック / データ分配

■ TIA/EIA-485/422 に代わる高速、 低消費電力の短距離向
けトランシーバ

■ AdvancedTCA (ATCA)、 MicroTCA (μTCA、 uTCA) バッ  
クプレーンにおけるクロック分配

代表的なアプリケーション
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製品情報

ピン配置図

論理図
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ピン説明

M-LVDS レシーバの種類

EIA/TIA-899 M-LVDS 規格には、 レシーバの入力部が 2 種類 
規定してあります。 タイプ 1 のレシーバのスレッショルドは、 入 
力信号の振幅のちょうど中間の電圧 (VID/2) を中心電圧に設定
した従来のスレッショルドです。 タイプ 2 のレシーバは、 VID/2 
よりも 100mV 高いオフセット電圧が最初から設定してあります。
タイプ 2 のレシーバに設定されたオフセット電圧は、 その入力
ピンが開放されたときにも短絡したときにも常に出力ピンが Low
レベルになるフェイルセーフ回路としての機能を果たします。

FIGURE 1.   M-LVDS Receiver Input Thresholds

番号 名称 I/O、 タイプ 説明

1, 3, 5, 7 RO O、 LVCMOS レシーバ出力ピン

26, 28, 13, 15 RE I、 LVCMOS レシーバ ・ イネーブル ・ ピン。 RE を High レベルにするとレシーバはディス
エーブルになります。 RE を Low レベルにするとレシーバはイネーブルにな
ります。 このピンには 300kΩ のプルアップ抵抗が接続されています。

25, 27, 14, 16 DE I、 LVCMOS ドライバ ・ イネーブル ・ ピン。 DE を Low レベルにするとドライバがディス
エーブルになります。 DE を High レベルにするとドライバがイネーブルになり
ます。 このピンには 300kΩ のプルダウン抵抗が接続されています。

2, 4, 6, 8 DI I、 LVCMOS ドライバ入力ピン

31、 DAP GND 電源 グラウンド ・ ピンとグラウンド ・ パッド

17, 19, 21, 23 A I/O、 M-LVDS 非反転ドライバ出力ピン / 非反転レシーバ入力ピン

18, 20, 22, 24 B I/O、 M-LVDS 反転ドライバ出力ピン / 反転レシーバ入力ピン

11, 12, 29, 30 VDD 電源 電源ピン、 ＋ 3.3V ± 0.3V
32 FSEN1 I、 LVCMOS 300kΩ プルアップ抵抗内蔵フェイルセーフ ・ イネーブル ・ ピン。 

 このピンは、 入力 0 と入力 2 のタイプ 2 レシーバをイネーブルにします。 
FSEN1 ＝ L →タイプ 1 レシーバ入力 
FSEN1 ＝ H →タイプ 2 レシーバ入力

9 FSEN2 I、 LVCMOS 300kΩ プルアップ抵抗内蔵フェイルセーフ ・ イネーブル ・ ピン。  
このピンは、 入力 1 と入力 3 のタイプ 2 レシーバをイネーブルにします。 
FSEN2 ＝ L →タイプ 1 レシーバ入力 
FSEN2 ＝ H →タイプ 2 レシーバ入力

10 MDE I、 LVCMOS マスタ ・ イネーブル ・ ピン。 MDE を H にすると、 デバイスがパワーオン状
態になります。 MDE を L にすると、 すべての制御が無効になり、 デバイス
がパワーダウン状態になります。
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絶対最大定格 (Note 4)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。 

関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

Note 1: 人体モデル、 適用規格 JESD22-A114C

Note 2: マシン ・ モデル、 適用規格 JESD22-A115-A 

Note 3: 電場 ( 界 ) 誘導帯電モデル、 適用規格 JESD22-C101-C 

推奨動作条件

DC 電気的特性 (Note 5、 Note 6、 Note 7、 Note 9)

特記のない限り、 推奨動作条件の電源電圧および温度範囲に適用。

電源電圧 － 0.3V ～＋ 4V

LVCMOS 入力電圧 － 0.3V ～ (VDD ＋ 0.3V)

LVCMOS 出力電圧 － 0.3V ～ (VDD ＋ 0.3V)

M-LVDS 入出力電圧 － 1.9V ～＋ 5.5V

M-LVDS 出力短絡電流 
継続許容時間 連続

接合部温度 ＋ 140 ℃

保存温度範囲 － 65 ℃～＋ 150 ℃

リード許容温度

 ハンダ付け (4 秒 ) ＋ 260 ℃

パッケージの最大許容損失 ( 周囲温度＋ 25 ℃において ) 

 SQ パッケージ 3.91W

 ディレーティング SQ パッケージ 25 ℃より高温で
34mW/ ℃

パッケージ熱抵抗 (4 層 2 オンス銅箔、 JEDEC) 
 θJA ＋ 29.4 ℃ /W
 θJC ＋ 2.8 ℃ /W

ESD 耐圧

 人体モデル (Note 1) ≧ 8kV

 マシン ・ モデル (Note 2) ≧ 250V

 デバイス帯電モデル (Note 3) ≧ 1250V

Min Typ Max 単位

電源電圧範囲 (VDD) 3.0 3.3 3.6 V

バス端末での電圧 −1.4 ＋ 3.8 V

 ( 分離または同相電圧 )

差動入力電圧 VID 2.4 V

LVTTL 入力電圧 (High レベル ) VIH 2.0 VDD V

LVTTL 入力電圧 (Low レベル ) VIL 0 0.8 V

動作周囲温度 TA −40 ＋ 25 ＋ 85 ℃
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DC 電気的特性 (Note 5、 Note 6、 Note 7、 Note 9) ( つづき )

特記のない限り、 推奨動作条件の電源電圧および温度範囲に適用。

Note 4: 絶対最大定格は、 IC に破壊が発生したり、 使用不能になったり、 信頼性や性能が低下する可能性のあるリミット値を示します。 これは、 絶対最大

定格において、 または推奨動作条件に示されている動作条件を越える条件でこのデバイスが有効に機能することや品質が劣化しないことは意味して

いません。 推奨動作条件とは、 このデバイスが有効に機能する条件を示しており、 これらを超えた条件ではこのデバイスを使用しないように注意して

ください。

Note 5: 電気的特性の表は、 推奨動作条件で使用した場合に保証される特性を示しています。 ただし、 電気的特性や注記で特に変更または指定している

場合はその限りではありません。 代表値は推定値であり、 この値を保証しているものではありません。

Note 6: デバイス ・ ピンに流れ込む電流を正と定義し、 デバイス ・ ピンから流れ出る電流を負と定義しています。 VOD、 ΔVOD 以外の電圧はすべてグラウン

ドを基準としています。

Note 7: 代表値は、 VDD ＝＋ 3.3V、 TA ＝＋ 25 ℃で、 製品の特性を評価した時点における推奨動作条件下での最も可能性のあるパラメータの基準値を表

しており、 保証値ではありません。

Note 8: 出力短絡電流 (IOS) は大きさのみを表し、 マイナス符号は電流の流れる方向のみを表しています。 

Note 9: CL には取付具の静電容量が含まれ、 CD にはプローブの静電容量が含まれます。
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スイッチング特性 (Note 10、 Note 11、 Note 17)

特記のない限り、 推奨動作条件の電源電圧および温度範囲に適用。

Note 10: 電気的特性の表は、 推奨動作条件で使用した場合に保証される特性を示しています。 ただし、 電気的特性や注記で特に変更または指定している

場合はその限りではありません。 代表値は推定値であり、 この値を保証しているものではありません。

Note 11: 代表値は、 VDD ＝＋ 3.3V、 TA ＝＋ 25 ℃で、 製品の特性を評価した時点における推奨動作条件下での最も可能性のあるパラメータの基準値を表

しており、 保証値ではありません。

Note 12: 仕様値は特性の評価により保証されている値で、 量産時における試験は行っていません。

Note 13: tSKD1、 |tPLHD － tPHLD|、パルス・スキューは、同チャネルの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジとの間の伝搬遅延時間の差の大きさを表しています。

Note 14: チャネル間スキュー tSKD2 は、 全出力チャネルの間の伝搬遅延時間の差を表しています (tPLHD または tPHLD)。

Note 15: デバイス間スキュー tSKD3 は、 規定されている差動伝搬遅延時間の最小値と最大値の差として定義されています。 本仕様は、 双方のデバイスに同

じ電源電圧 VDD が供給されていて、 動作温度範囲内で温度差が 5 ℃以内の場合に適用されます。 

Note 16: デバイス間スキュー tSKD4 は、 任意のデバイス間事象に対する差動チャネル間スキューとして定義されています。 本仕様は、 推奨動作温度と電圧範 

囲全域に適用され、 プロセスばらつきを含みます。 tSKD4 は差動伝搬遅延時間の最大、 最小の差の絶対値 |Max － Min| として定義されています。 

Note 17: CL には取付具の静電容量が含まれ、 CD にはプローブの静電容量が含まれます。

Note 18: ヒストグラムを使用してクロック信号のエッジで、 1500 回分のヒストグラムの累積で測定。 入力信号源に起因するジッタは幾何学的に減算されます。
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テスト回路と波形

FIGURE 2.   Differential Driver Test Circuit

FIGURE 3.   Differential Driver Waveforms

FIGURE 4.   Differential Driver Full Load Test Circuit
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テスト回路と波形 ( つづき )

FIGURE 5.   Differential Driver DC Open Test Circuit

FIGURE 6.   Differential Driver Short-Circuit Test Circuit

FIGURE 7.   Driver Propagation Delay and Transition Time Test Circuit
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テスト回路と波形 ( つづき )

FIGURE 8.   Driver Propagation Delays and Transition Time Waveforms

FIGURE 9.   Driver TRI-STATE Delay Test Circuit

FIGURE 10.   Driver TRI-STATE Delay Waveforms
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テスト回路と波形 ( つづき )

FIGURE 11.   Receiver Propagation Delay and Transition Time Test Circuit

FIGURE 12.   Type 1 Receiver Propagation Delay and Transition Time Waveforms

FIGURE 13.   Type 2 Receiver Propagation Delay and Transition Time Waveforms
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テスト回路と波形 ( つづき )

FIGURE 14.   Receiver TRI-STATE Delay Test Circuit

FIGURE 15.   Receiver TRI-STATE Delay Waveforms
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真理値表
DS91M040 での送信

X―指定なし

Z―高インピーダンス状態

タイプ 1 としての DS91M040 での受信

X―指定なし

Z―高インピーダンス状態

タイプ 2 としての DS91M040 での受信

X―指定なし

Z―高インピーダンス状態

DS91M040 タイプ 1 レシーバの入力スレッショルド ・ テスト電圧

H — High レベル

L — Low レベル

出力状態は、 レシーバがイネーブルであること (RE ＝ L) を前提としています。

DS91M040 タイプ 2 レシーバの入力スレッショルド ・ テスト電圧

H — High レベル

L — Low レベル

出力状態は、レシーバがイネーブルであること (RE ＝ L) を前提としています。
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代表的な性能特性

Driver Rise Time as a Function of Temperature

Driver Fall Time as a Function of Temperature

Driver Output Signal Amplitude as a Function of 
Resistive Load

Driver Propagation Delay (tPLHD) as a Function of 
Temperature

Driver Propagation Delay (tPHLD) as a Function of 
Temperature
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代表的な性能特性 ( つづき )

Driver Power Supply Current as a Function of 
Frequency

Receiver Power Supply Current as a Function of 
Frequency

Receiver Propagation Delay (tPLHD) as a Function of 
Input Common Mode Voltage

Receiver Propagation Delay (tPHLD) as a Function of 
Input Common Mode Voltage
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生命維持装置への使用について
ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダク ター社の製品は、 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダク ター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL  
COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用する こ とは
認められていません。
こ こ で、 生命維持装置またはシステム と は （a） 体内に外科的に使用される こ と を意図された もの、 または (b) 生命を維持あ るいは
支持する ものをいい、 ラベルによ り 表示される使用法に従って適切に使用された場合に、 これの不具合が使用者に身体的障害を与
え る と 予想される ものをいいます。 重要な部品 と は、 生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、 これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因 と な り それらの安全性や機能に影響を及ぼすこ と が予想される ものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関し て、 弊社ではその責を負いません。 

また掲載内容は予告無 く 変更される こ とがあ り ますのでご了承 く だ さい。

ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダク ター ジャパン株式会社

本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料 （日本語 / 英語） はホームページよ り入手可能です。 www.national.com/jpn/

こ の ド キ ュ メ ン ト の内容はナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社製品の関連情報 と し て提供されます。 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社  
は、 こ の発行物の内容の正確性または完全性について、 いかな る表明または保証もいた し ません。 また、 仕様 と 製品説明を予告な
く 変更する権利を有し ます。 この ド キ ュ メ ン ト はいかなる知的財産権に対する ラ イセン ス も、 明示的、 黙示的、 禁反言によ る惹起、
またはその他を問わず、 付与する ものではあ り ません。

試験や品質管理は、 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社が自社の製品保証を維持する ために必要と考え る範囲に用いられます。 政府が 
課す要件によ って指定される場合を除き、 各製品のすべてのパラ メ ータの試験を必ずし も実施するわけではあ り ません。 ナシ ョ ナ
ル セ ミ コ ンダ ク ター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社の部品  
を使用し た製品および製品適用の責任は購入者にあ り ます。 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社の製品を用いたいかな る製品の使用ま 
たは供給に先立ち、 購入者は、 適切な設計、 試験、 および動作上の安全手段を講じ なければな り ません。

それら製品の販売に関するナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社と の取引条件で規定される場合を除き、ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社  
は一切の義務を負わないもの と し、 また、 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社の製品の販売か使用、 またはその両方に関連する特定目 
的への適合性、 商品の機能性、 ないしは特許、 著作権、 または他の知的財産権の侵害に関連し た義務または保証を含むいかな る表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductor と ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダク ターのロゴはナシ ョ ナル セ ミ コ ンダク ター コーポレーシ ョ ンの登録商標です。その他のブ ラ ン ド     
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2011 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧 く だ さい。

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)

Order Number DS91M040TSQ
See NS package Number SQA32A

(See AN-1187 for PCB Design and Assembly Recommendations) 
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